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Vicerrectoria de Investigacion y Estudios de Posgrado

Direccion General de Estudios de Posgrado

| LABORATORIO AVANZADO DE FISICA

OBJETIVO GENERAL
Introducir al estudiante al disefio, implementacién y analisis de experimentos de las diferentes
ramas de la Fisica. El estudiante desarrollard habilidades y habitos propios del trabajo de
laboratorio asi como para la escritura de reportes

TEMAS Y SUBTEMAS
TEMA Teoria Practica Semanas
(Hrs) (Hrs)
1 Electricidad y Magnetismo: 6 6 6
1.1 | Circuitos RC, RLC
1.2 | Espectroscopia de Impedancia
1.3 | Efecto Fotoeléctrico
TEMA Teoria Practica Semanas
(Hrs) (Hrs)
2 Fisica Estadistica 6 12 3
2.1 | Transiciones de Fase
2.2 | Temperatura critica
2.3 | Movimiento Browniano
TEMA Teoria Practica | Semanas
(Hrs) (Hrs)
3 | Optica Fisica 6 12 3
3.1 | Refraccion: Reflexién Transmision y Absorcion
3.3 | Difraccion
3.4 | Interferébmetro
3.5 | Fendmenos de Polarizacion
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TEMA Teoria | Practica | Semanas
(Hrs) (Hrs)
4 | Espectroscopia Molecular 6 12 3

4.1 | Fotoluminiscencia

4.2 | Dispersion Raman

4.3 | Espectroscopia IR

TEMA Teoria | Practica Semanas
(Hrs) (Hrs)
5 Estado Sdlido 6 12 3

5.1 | Union p-n

5.2 | Resistividad y efecto Hall en semiconductores

5.3 | Superconductividad

5.54 | Transmision Optica en peliculas delgadas

TEMA Teoria | Practica Semanas
(Hrs) (Hrs)
6 Rayos X 6 12 3

6.1 | Difraccion

6.2 | Determinacion de la estructura cristalina

TEMA Teoria | Practica | Semanas
(Hrs) (Hrs)
7 Analisis de superficies: 6 12 3

7.1 | SEM (Scanning Electron Microscopy)
7.2 | AFM (Atomic Force Microscopy)
7.3 | EDS (Dispersive X-ray Spectroscopy)

7.4 | AES (Auger Electron Spectroscopy)

7.5 | XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

El curso se imparte en forma tedrico/practica a partir de material seleccionado de diferentes
textos.

Las clases tedricas se dividiran en fundamentos fisicos e instrumentacion para cada técnica.

Las clases practicas se daran en los laboratorios disponibles para tal efecto, primero como curso
de capacitacion y posteriormente en practicas supervisadas por el profesor del curso y/o el
profesor a cargo del equipo.

Para las practicas se debe disponer de un amplio banco de muestras de diferente naturaleza
(ninguna debe ser parte de trabajo de investigacion activa).

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y ACREDITACION
Se tomara en cuenta los informes de las practicas realizadas durante el curso. La calificacion final

serd un promedio de aquellas obtenidas en cada practica. Las materias optativas con objetivo,
contenido de temas y forma de evaluacion de cada una de ellas se encuentran en el
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